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Struéna anotace predmétu:

Pfedmét rozsifuje znalosti student(i v oboru navrhu ¢islicovych systému o znalosti o spolehlivosti a
diagnostickych metodach . Tyto znalosti jsou nutné pro technicky a obchodné uspésny vyvoj vyrobku
a jeho snadny servis. Hlavnimi tématy jsou: odhad a modelovani spolehlivosti , zvySovani
spolehlivosti zalohovanim, vliv lidského Cinitele, vznik poruch v G&islicovych systémech, metody
diagnostiky slozitych systému, lokalizace poruch,navrh pro snadnou diagnostikovatelnost, systémy
odolné proti porucham.

Ziskané kompetence:

Absolventi kurzu budou schopni uré€it vhodnou metodiku testovani navrhovanych elektronickych
obvodu tak, aby byla zaruc¢ena pozadovana mira bezpecnosti a spolehlivosti zafizeni. Zvolenim a
aplikaci vhodné diagnostické metody budou schopni urychlit dobu nabéhu novych zafizeni do vyroby
a zvysit vytéZnost sériové produkce.

Témata prednasek:

Uvod do diagnostiky, zakladni pojmy, modely poruch. Zcitlivéni cesty.

Design flow. Tabulky uplnych testd.Minimalizace testu.

Nahodné a pseudonahodné testy.

Simulace testd, slovniky poruch. ATPG.

Komprese diagnostickych dat, pfiznakova analyza.

Navrh pro snadnou diagnostiku, vestavéné diagnostické prostfedky, zapis do rozhrani.
Generovani testl pro sekvencni obvody.

Zabezpeceni proti porucham, samocinnée kontrolované obvody. Hlidaci ¢asovac.
Testovani obvodu LS| a VLSI: mikroprocesorl, paméti a PLA.

Technické vybaveni pro diagnostiku.

Uvod do teorie spolehlivosti. Spolehlivostni modely.

Zalohovani systémda, staticka a dynamicka zaloha. Systémy odolné proti porucham, jejich navrh a
pouziti.

Napli cviéeni:

Poruchy v &islicovych obvodech, modely poruch.

Sledovani struktury 1O pomoci skanovaciho elektronového mikroskopu.

Intuitivni zcitlivéni cesty.

Intuitivni zcitlivéni cesty v obvodech s redundanci, D- algoritmus.

Detekce a lokalizace poruch v kombinacnich obvodech.

Tabulky Uplnych testd. Minimalizace testU.

Komprese diagnostickych dat, slovniky poruch.



Zabezpeceni proti porucham, vestavéné diagnostické prostfedky.
Zapis do rozhrani.

Diagnostické prostfedky pro autonomni testovani.

Pfiznakova analyza.

Vypocty spolehlivostnich parametr(i, zalohovani systém.
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